
 

English | 繁体 | RSS | 网站地图 | 收藏 | 邮箱 | 联系我

们

首页   新闻   机构   科研   院士   人才   教育   合作交流   科学普及   出版   信息公开   专题   访谈   视频   会议   党建   文化

  您现在的位置： 首页 > 科研 > 科研进展

上海光机所研制超薄Ce:YAG闪烁晶体用于高分辨X光成像

  文章来源：上海光学精密机械研究所 发布时间：2014-06-25 【字号： 小  中  大 】 

  近期，中国科学院上海光学精密机械研究所中科院强激光材料重点实验室利用提拉法生长出的高品质Ce:YAG闪

烁晶体开展了高分辨率X射线成像系统核心器件——闪烁体研制工作，成功制备了尺寸为φ30mm，厚度为30-45μm的

高品质闪烁晶体元件，并和中科院上海应用物理研究所合作，研制基于超薄Ce:YAG闪烁晶体的高分辨X光探测器，实

现X光辐照条件下高分辨成像（如图示）。可以看到，在同等实验条件下，与Crytur公司同类晶体对比，上海光机所

研制的Ce:YAG闪烁晶体图像边沿锐度较高，图像对比度好，成像分辨率高，图像质量更好。该项成果将在6月22日至

26日举办的2014年度International Workshop on Radiation Imaging Detectors (iWoRID, Italy)会议上发表。 

  Crytur公司是国际知名的闪烁晶体生长公司，闪烁晶体的性能一直处于国际领先水平，其制备的闪烁晶体探测

器件在高能射线探测成像方面占据较多国际份额。Ce:YAG是一种重要的具有优良闪烁性能的闪烁晶体，除了高能射

线探测成像应用外，在高能物理与核物理实验、安检、医疗和军事等领域有重要应用。超薄Ce:YAG闪烁晶体的研制

成功标志着上海光机所在高性能闪烁体器件研制方面已处于该领域领先水平。通过与上海应物所等优势单位协同创

新，将有望研制性能更为优良的各类高能射线探测器。 

基于超薄Ce:YAG晶体的X光探测器获得的超分辨成像（左图为上海光机所闪烁晶体，右图为Crytur公司的闪烁晶体） 
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